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前  言
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本文件参考ISO9220:2022《金属镀层 镀层厚度 扫描电镜测试法》起草,一致性程度为非等效。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
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光学功能薄膜 微结构厚度测试方法

1 范围

本文件描述了通过扫描电子显微镜(SEM)检测光学功能薄膜(以下简称薄膜)横截面微结构厚度

(以下简称横截面厚度)的方法。
本文件适用于厚度不小于50nm的光学功能薄膜的单层或多层结构的厚度测试。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
GB/T27788 微束分析 扫描电镜 图像放大倍率校准导则

GB/T33376 光学功能薄膜术语及其定义

3 术语和定义

GB/T33376界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 

光学功能薄膜 opticalfunctionalfilms
用于平板显示器的具有优良光学性能的原膜和功能膜。
[来源:GB/T33376—2016,2.1.19,有修改]

4 原理

从待测样品上切割一块试样,对试样横截面进行研磨、抛光、蚀刻、超薄切片处理。用校正过的

SEM测量横截面厚度。
注:附录A给出了指南。

5 仪器设备

5.1 SEM

分辨率应小于50nm。

5.2 SEM 台置测微标尺

用于校正SEM的放大倍数,不确定度的误差值应小于5%。

6 影响测定准确度的因素

6.1 表面粗糙

如果试样横截面或基体表面粗糙,会导致横截面的界面线不规则,以至于不能准确测量厚度。
1

GB/T42674—2023




